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MATERIAŁY ELEKTRONICZNE Nr 1 (41 ) - 1983 

R. WADAS: Magnetyczne materiały amorficzne. 

Scharakteryzowano magnetyczne materiały amorficzne oraz opisano ich magnetyzac-
ję, temperaturę Curie, anizotropię magnetyczną i zjawiska galwanomagnetyczne. 

W. ?\Qk-.Związl<i A^^ jako materiały do wytwarzania elementów przepuszczalnych 
dla podczerwieni. 

Dokonano przeglądu i omówiono podstawowe własności i różnorodne technologie 
materiałów A" B^' z punktu widzenia wytwarzania okien podczerwieni. Przedstawiono 
informację o doświadczalnych pracach technologicznych prowadzonych w ITME nad 
wytwarzaniem okien podczerwieni z selenku cynku. 
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MATERIAŁY ELEKTRONICZNE Nr 1 (41 ) - 1983 

R. WADAS: Amorphous magnetic materials. 

Amorphous magnetic materials are characterized and in particular the magnetization, 
the Curie temperature, the magnetic anisotropy and the galvanomagnetic phenomena 
are described. 

W. RIGA: compouds-materiais for infra-red windows. 

Basic propert ies and various technologies of A" B*" materials f rom point of view of 
infra-red w indows manufactur ing are reviewed and discussed. Information about te-
chnological research in ITME on ZnSe infra-red w indows preparing is given. 
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P. BAflAC: AMop^Hbie, MaeHumHbie Mamepuami. 

CxapaKTepn30BaH0 MarHUTHbie, aMopcł)Hbłe MaiepManbi u onucano MarHeTnaauio, 
TeMnepaiypy Kiopn, warHHTHbie m ra/ibeaHOMarHUTHbie at ĵcjDeKTbi. 

B. nUTA: COEDUHBHUFI -4" KOK Mamepua/ibi dnn OKOH uHtfipoKpacHoeo USNY^EHUR. 

ripoBefleHo 0630P M 06cy>KAeH0 ocHOBHwe ceoiicTBa u paaHbie TexHonornM warepna-
noB A" B '̂ C TOHKM apennn C03flaHn« OKOH MHcłjpaKpacHoii MacTu cneKTpa. yKaaaHHaa 
nHcjDopMauMfl o TexH0Ji0rMHecKnx onbiTHbix pa6oTax np0B0flMMbix B MT3M no cosAa-
HMio OKOH HHc^ipaKpacHofi sacTM cneKTpa ZnSe. 
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NAPRĘŻENIA W WARSTWIE GRANICZNEJ Si-SiO^ ORAZ DEFORMACJE 

PŁYTEK MONOKRYSZTAŁU KRZEMU W PROCESIE WYTWARZANIA 

STRUKTUR PÓŁPRZEWODNIKOWYCH 

Celem pracy było zbadanie wybranych zagadnień teoretycznych i prak-

tycznych związanych z naprężeniami występującymi w warstwowych struk-

turach mikroelektroniki, opracowanie dokładnych metod pomiarowych defor-

macji płytek monokryształu krzemu oraz zbadanie przyczyn deformacji pły-

tek krzemowych w poszczególnych operacjach procesu wytwarzania struk-

tur półprzewodnikowych i wpływu deformacji na operacje fotolitograficzne. 

Naprężenia w warstwowych strukturach na powierzchni krzemu były 

określane przez pomiar deformacji płytek krzemowych metodami interfero-

metrycznymi oraz topografii Moire'a. Symulacją procesów wysoko tempera-

turowych była prowadzona w piecu dyfuzyjnym oraz w specjalnie do tego 

celu zaprojektowanym piecu próżniowym. 

Opracowany system pomiarowy złożony z interferometru i optoelektro-

nicznej jednostki obróbki danych umożliwiał pomiar deformacji płytek z dok-

ładnością do 0,3 ytm. W oparciu o teorię kontinuum dla systemu składają-

cego się z izotropowego substratu oraz jednej warstwy zostały oKreślone 

ogólne zależności pomiędzy promieniami krzywizny płytki, a rozkładem 

naprężeń prostopadle do powierzchni płytki. Został zbadany rozkład na-

prężeń w układzie Si-Si02 oraz jego zmiany w zależności od temperatu-

ry. Uzyskane wyniki dla termicznych warstw SiO^ są zbliżone do opraco-

wanego modelu zmian naprężeń w systemie złożonym z substratu oraz 

warstwy cienkiej o silnie zmiennym w zależności od temperatury współ-

czynniku lepkości. 

W badanych procesach technologicznych największa deformacja płytek 

krzemowych występowała po dyfuzji boru oraz nakładaniu warstw poli-Si 

oraz PSG. Zostały zbadane zmiany kształtu płytek na ssawkówym stole 

wybranego urządzenia fotolitograficznego w zależności od zastosowanego 

podciśnienia oraz wpływ falistości na Fresnelowskie rozmycie linii. 
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